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BL5S1は、硬X線領域のXAFS測定によって
材料中の原子の化学状態や局所構造を解析す
ることで、付加価値の高いものづくりの支援
を行うことを目的としたビームラインである。
現在チタン（Ti）からモリブデン （Mo）ま
でのK-吸収端、セシウム（Cs）からビスマス
（Bi）のL-吸収端を測定対象としている。
透過法、蛍光法、転換電子収量法による測定
が可能であり、in-situ XAFS実験をサポート
する実験ガス供給排気設備も備えている。
更に、大型の光学定盤を備えていることから、
持ち込み装置を使用した自由度の高い実験や、
大きな試料の測定が実施可能である。

ビームライン光学系
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光のサイズ(高さ x 幅mm)

光の形
( )内の図

● 低エネルギー配置 5～ 9 Si(111) 3.14 7.0 0.5 x 0.5 ( )

● 通常エネルギー配置 7 ～ 18 Si(111) 3.14 なし 0.5 x 0.5 ( )

● 高エネルギー配置 17 ～ 22 Si(111) 2.5 なし 1.0 x 5.0 ( )
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BLスタディ結果等

希薄試料の蛍光XAFS測定
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希薄試料の蛍光XAFS測定はBL5S1で頻繫に行われる測定である。今回は、0.01M、
0.001M NiCl2溶液について蛍光XAFS測定を行った。また、比較のために1M NiCl2
溶液について透過XAFS測定を行った。その結果、XANESではいずれも透過法と同
等のS/Nの良いスペクトルが得られた。EXAFSについては、0.001Mでは20 minの
測定ではS/Nが悪いが、60minの測定では波数10 Å-1程度までは解析可能なスペク
トルに改善された。
溶液試料は弾性散乱の強度が強く、検出器が飽和しやすくなる傾向があるため、検
出器を遠ざけることを余儀なくされるケースが多い。そのため、現在は弾性散乱を
抑えつつ、目的の蛍光X線の強度を高めるスタディを行っている。

0.01M (60 min)

0.01M (20 min)

0.001M (60 min)

0.001M (20 min)

全反射蛍光XAFS測定

50 mm

測定風景 サンプル : SUS304板 (Ra < 1 nm)

吸収端 : Cr-K edge

検出器 : 7chシリコンドリフト検出器

測定手法及び条件
・蛍光法 入射角度 0.1°、1°、5°
・転換電子収量法 (CEY) 

※表面敏感測定として一般的な手法
・透過法 Cr-foil、Cr(OH)3 ペレット

※Linear Combination Fitting (LCF)用に標準試料として測定
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LCFの結果から、1°、5°ではX線の侵入深さが深いためバルクのCr-foil成分だけなのに対し、
CEYではCr(OH)3成分が11%含まれていることが分かった。さらに0.1°の全反射条件では、
Cr(OH)3成分が36%に増加しており、より表面敏感な測定が行うことができていることを示唆している。
この結果は、動径分布関数の第一配位圏のピーク位置からも支持される。

LCFの結果

参照試料の整備 3年間の参照試料整備状況

整備済の参照試料はユーザも自由に利用することができる。
BL5S1、BL11S2ホームページに参照試料リスト公開中

計BiPbHgAuPtIrReWTaHfDyTbGdEuSmNdPrCeLaBaAgPdRhRuMoNbZrYSrBrSeAsGeGaZnCuNiCoFeMnCrVTi
1702000210620002211247221126543404021471410181778162020年度
7000000002000001110000000020010020002171171802032021年度
43000000020000000000000000000022000001192434132022年度

※Ca-K、Sc-K、Sn-L、Sb-L端の測定も可能な場合あり
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